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Resumo: Este documento apresenta uma proposta de utilizada placa SIGEX,
desenvolvida pela Empresa Emona Instruments PtyAustralia, para a realizacdo de
experimentos com base nos conteudos tedricos diplidia Andlise de Sinais e Sistemas do
Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Fetlela Maranhdo (UFMA). O objetivo
principal € dar um caréater préatico a teoria de sin@ sistemas de modo que possa facilitar o
processo ensino-aprendizagem. A disponibilidadepidega SIGEx € resultado das acdes
envidadas no sentido de se fomentar o uso das Togga® de Comunicagao e Informacao
(TICs) nos cursos de graduagéo, via Programa CAdI&Sentro Avancado de Capacitagao
Industrial) do DE.EE, e a participagdo no Edital 815/2010/CAPES/DED. E descrito o
desenvolvimento de experimentos com placa SIGEx yarfiltro FIR, com os resultados e
as conclusdes obtidas. Os experimentos demonstraan gama de testes que podem ser
realizados pelos alunos de forma que desenvolvailidedes e competéncias através de
medi¢des rigorosas e precisas no estudo de coscatdendomenos fundamentais, na
plataforma SIGEx

Palavras-chaveExperimentos, SIGEx, Analise de Sinais e SisteBragenharia Elétrica.

1. INTRODUCAO

A disciplina Analise de Sinais e Sistemas é ofei@ciegularmente no Curso de
Engenharia Elétrica da UFMA com carga horaria dé@@s teoricas, e faz parte do ndcleo
das disciplinas profissionalizantes em conson&mmia o item XXXIIl - Modelagem, Analise
e Simulacéo de Sistemas; Paragrafo 3, Artigo GRetmlucdo CNE/CES 11, de 11 de marco
de 2002, que Institui Diretrizes Curriculares Naeis do Curso de Graduagdo em
Engenharia

! Resolugdo CNE/CES 11/0hitp://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112p6P
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As tecnologias que se utilizam, de uma forma ooutea, de algum tipo de inteligéncia,

cujo objetivo é facilitar a tomada de decisdo dhvilnluo, e em especial, a aquisi¢cdo do saber,
sdo denominadas de tecnologias do conhecimento IROZ007). Os avancos da
informatica, dos computadores e outros recursosiotégicos tém exercido efeito
significativo nos processos desenvolvidos nosrasseeducacionais.

Esses avancos estdo presentes em todas as areesnltecimento. Na area das
engenharias existem diversos programas especifigessimplificam e agilizam as tarefas
académicas em inumeras situagfes, auxiliando e®®lpara uma melhor compreensdo e
fixagdo dos conteudos.

Existem sistemas em software e hardware que podentiszados de forma pratica na
confirmagdo de procedimentos e resultados tedridasilitando o processo ensino-
aprendizagem, sobretudo dentro da é&rea de EngenBdéirica que tém como base
conhecimentos tedricos de matematica e conhecimésoicos e praticos de fisica.

A National Instrument$NI)? é uma empresa lider mundial no fornecimento dersis
de teste medicdo para engenheiros e cientistas. Stdiwares servem aos propoésitos tanto
educacionais quanto de pesquisa. A empresa “estsfdrmando a maneira que engenheiros e
cientistas projetam, prototipam e implementam giatkede medic&do, automacao e aplicacbes
embarcadas. A Npotencializa os clientes com software de mercadooco LabVIEW e
hardware modular de 6timo custo beneficio” (NATIONINSTRUMENTS, 2013). Apesar
de oferecer softwares pagos, 0s custos para a@pides sua licenca séo baixos em relagao ao
uso que se da a seus produtos. Nos ultimos 14 amesista FORTUNE nomeou a NI entre
uma das 100 melhores empresas para se trabalAanérica.

A disciplina Andlise de Sinais e Sistemas contemp&sicamente, conteldos como:
sinais e sistemas: conceituacdo e classificacda fmmpo continuo e discreto; sistemas
lineares invariantes no tempo (SLIT); analise deriéo para sinais de tempo continuos;
resposta em frequéncia; transformada de Laplacestaagem de sinais; transformada Z;
aplicacdes: sistemas de comunicacgdes, filtrosaisgé sistemas com realimentacao.

A plataforma de experimentacdo SIGEX, desenvolggEla Emona Instruments Pty Ltd,
empresa auatraliana que € “Partner Aliance” daoNatilnstruments, apresenta versatilidade
no desenvolvimento de experimentos para comprovagioesultados obtidos de forma
tedrica na andlise de Sinais e Sistemas e usa mctBep” NI-ELVIS I+ como base para
realizacédo das medicdes e apresentacao dos resultad

Neste trabalho é apresentada a plataforma de ddgseEnento da SIGEx operando em
conjunto com a NI ELVIS+ e o LabVIEW, e relacionadidguns possiveis experimentos que
podem ser desenvolvidos em laboratérios para andbssinais. Também é apresentado o
desenvolvimento e implementagéo de um filtro p&sssas usando a estrutura FIR de forma
ilustrativa, para apresentar a dindmica da plateorO filtro FIR evidentemente € um
subtdpico da disciplina Andlise de Sinais e Sisteha Curso de Engenharia Elétrica da
UFMA.

2. LABVIEW

LabVIEW ¢é o software base da plataforma de projet?National InstrumentsE uma
linguagem de programacdo gréfica que utiliza icoaesvez de linhas de texto, para criar
aplicacdes: utiliza programacdo baseada em fluxadatdos, onde o fluxo determina a
execucao — diferente das linguagens de prograntpgiedo orientadas por texto.

2 NI Brasil - http://brasil.ni.com/empresa
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E, portanto, “um ambiente de desenvolvimento voltad resolucdo de problemas,

produtividade acelerada e inovacéo contifua”
Os programas em LabVIEW sé&o chamados de instrusenttuais (VIs - Virtual

Instruments Os VIs contém trés componentes principais: medarontal, o diagrama de
blocos e o painel de icones e conectores, conforostrado na “Figura 1”.

Figura 1 — Componentes do LabVIEW: a) painel frhitadiagrama de blocos e ¢)
painel de icones e conectores.
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O LabVIEW oferece ferramentas para resolver os lpnads com maior rapidez e
eficiéncia (com capacidade para inovacdo futuksg.areas de aplicacdes mais frequentes
séo: aquisicao de dados e processamento de smadicfes, processamento de sinais e
andlises avancadas); Controle de instrumentosr{atiizacdo da coleta de dados, controle de
varios instrumentos e visualizacdo dos testespmatizacdo de sistemas de teste e validagédo
(validacdo ou teste de fabricacdo de seu produtwiswalizacdo dos testes); Sistemas
embarcados de monitoramento e controle (reutilzatg cédigos ANSI C e HDL, integrar
hardware pronto para o uso, criar prototipos, arefesramentas especializadas para a area
médica, robdtica e outras mais); e especialmente @ansino académico (utilizacdo de uma
abordagem de aprendizagem pratica e interativapioamdo o projeto de algoritmos com
medi¢des de dados do mundo real) - (CF. NI LabVIEW)

C)

3 NI LabVIEW - http://www.ni.com/labview/pt/
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3. PLATAFORMA NI ELVIS

A plataforma de projeto e prototipagem NI ELVISational Instruments Educational
Laboratory Virtual Instrumentation Sujt€ uma plataforma de experimentacdo desenvolvida
pela Nacional Instrument® integra 12 (doze) instrumentos virtuais utilzaccom mais
frequéncia na Engenharia Elétrica, dentre eleslossépio, multimetro digital, gerador de
funcdes, analisador das curvas de bode, etc. Etadnj em um formato compacto e é ideal
para laboratorios e salas de aula, fornecendo goaigéo e exibicdo das medicdes de forma
rapida e facil. A “Figura 2” mostra como é feitaanexao da plataforma a um computador.

Baseado no software de projeto gréafico de sistéthasbVIEW, o NI ELVIS oferece a
flexibilidade da instrumentacdo virtual e a capad@& de personalizar sua aplicagéo
(NATIONAL INSTRUMENTS, 2011, p. 1). Combina simulig de circuitos e medi¢cdes dos
instrumentos do NI ELVIS no ambiente de capturamausicdo NI Multisim (ambiente de
captura e simulagcdo SPICE da NI, peca fundameatalotlicdo de ensino de circuitos — é
considerado o melhor ambiente de simulacdo SPIGEApada industria): essa simulagéo
permite ao NI ELVIS trazer os circuitos da teoraga realidade.

O NI ELVIS, portanto, é uma plataforma de experitagio genuinamente educacional,
desenvolvida para atender a necessidade de preentdwina que os alunos das engenharias
encontram ao se confrontarem com a necessidadetetgar a teoria com 0s conceitos de
aplicacdo em campo. E habilitada para ensinar smseomo: teoria de projeto de circuitos,
instrumentacdo, controle, telecomunicagbes, sigensanbarcados, sistemas micro-
controlados e micro-processados, eletrdnica denpiaté dentre muitas outras areas de
conhecimento (NATIONAL INSTRUMENTS, 2011).

Figura 2 — Plataforma NI ELVIS conectada a um Lppto

1 - Laptop 4 - Placa de prototipagem da NI ELVIS
2 - Cabo USB 5 - Fonte de Alimentagdo AC/DC
3 - Estacgéo de trabalho NI Elvis 6 - Cabo de altagbo para a rede AC
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4. A PLACA SIGEx

As experiéncias que podem ser realizadas com a BI&EX reinem a teoria mateméatica
e a implementacao pratica. Com isso, € possivdbexpa representacdo de processos fisicos
por modelos matematicos e testar e medir os béreBdimitacdes de tais modelos. Pode-se
também explorar 0 modo como os dominios no temma feeqliéncia se complementam e as
formas praticas de pensar e de teorizar em ambbsvés de medicdes, célculos e
observacdes pode-se desenvolver a capacidade dmlidan o entendimento desses
dominios.

A placa SIGEx personaliza os instrumentos dispaniva plataforma NI ELVIS de
modo a produzir instrumentos para experimentoscéfspEs, 0s quais podem ser utilizados
para interagir com diferentes estruturas de cosU(RADZYNER & MANFREDINI, 2011).

Esta placa é constituida por blocos de circuitodependentes, onde cada bloco
implementa uma so6 fung¢do. Assim, é possivel usesnunto de blocos para implementar
varios tipos de experimentos diferentes. Neste, @s@ntradas e saidas de cada bloco séo
conectadas através de cabos flexiveis de 2 mm wuafocada diagrama de blocos

apresentado na “Figura 3”.

Figura 3 - Layout da placa EMONA SIGEXx a ser coagata plataforma NI Elvis
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Associada a placa SIGEx existe um software queeamstalado em um PC, e acionado
o] respectivo icone na tela do Windows, produz usteadonforme mostrado na “Figura 4”,
onde é possivel fazer ajustes de ganho, frequéatia,dos sinais provenientes da placa
SIGEX, ou seja, todo o controle do sinal pode $stuado pela tela correspondente no PC.
Este software complementar, instalado em um PQ@nifeeno usuario fazer modificacbes no
experimento quer seja através da tela do PC oudmaig placa.
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O diferencial desta placa em relacdo ao softward M¥B e ao préprio LabWIEW é que

0s experimentos sao realizados de forma real el@dorma virtual, podendo, portanto operar
com sinais gerados nos circuitos fisicos contidopndpria placa.

Figura 4 — Layout do painel frontal da placa SIG#Exum PC.

& EMONA SIGEx Main R1_1

File Edit Operate Tools ‘Window Help
S0
-~
top loogp
Enable manual control of co-etficlent PULSE { CLK GEMERATOR | |ST9F 10229
b b OFF a0 sl a2 bo bl b2 Frequency  dubycyle | ce b quto battom
O D" - O ) oo Hoso S 7597
: ; . w > range
b0 14 1,000 b1 {4 0,360 b2 £} 0,000 i i 565G ANALOG OUT vi 45
3 g oo SETUP 'GAIIl ADJUST' KHOB viewer i
— certer value step size & B SEQUERCETYERE DAC-1:red DAC-D:white
>_/ fooon  +h.0x G100 ) % % Fishort PiL seq, 2-py
P o
O 1 - GAN ADJUSTVALUE =0 INT INT u
i 2 s — e A B kINTEGGAM(/s) 5
al ) 1,000 alic) 0,800 a2 il Lo B = \
v 2 -1 0 1 z o Z \
TRIGGER SLOPE  TRIG LEVEL ‘Chﬂ -WHITE TIMEBIASE RUMSTOP ¥-AUTOSCALE k i , S
’ TRIG SELECT ) Y
1 Rising Edge r) oo | M o {zoms (= @ o =
Lab§ | Lab7 LakB _ Leki2 | Lah1a | Labid lm‘ Lab s | zoomFFT | oFD | %] HELP |
- G- Tiredt DAC-D'white. ‘ HERMONICS SUMMER.
— 11
m 1,075
g 1,05
© 1,025
@ =
e = 1o
g 5 0,975-
w 0,95
%] 0,975+
0 0,9- | | i | | I | | I |
HIE to DAC-0 100 200 300 400 SO0 600 700 8O0 900  LOOD
o Tirne:
P e
B2
% Time:
W
¢ >

5. EXPERIMENTOS REALIZADOS COM A PLACA SIGEx

Atraves da placa SIGEx é possivel realizar expariose tendo como base a teoria
apresentada nos principais livros de Sinais e i8&de tais como: Lathi (LATHI, 2007),
Oppenheim (OPPENHEIM, 2010), Simon Haykin (HAYKIRQO01), dentre outros.

Neste caso, podem ser realizados experimentos @geracdo de sinais especiais; analise
de sistemas lineares; analise de Fourier; locélzag polos e zeros usando Transformada de
Laplace e Transformada Z; amostragem de sinaisnc@m® no tempo; conversdo A/D e
Filtros Digitais. Alguns experimentos sdo descritms Manual de Laboratorio relativo a
plataforma SIGEx e fornecidos pelo fabricante EmME@RADZYNER & MANFREDINI,
2011).

Esta se¢éo apresenta um experimento com um figraldFIR, de forma ilustrativa, para
apresentar a dindmica da plataforma. Os Filtrogaisgsdo estudados no ultimo tépico da
disciplina Andlise de Sinais e Sistemas, a paa# cbnhecimentos adquiridos anteriormente,
e se constitui como uma das aplicacbes mais immesa podendo ser aplicado nas
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disciplinas: Controle, Processamento Digital de alSin Instrumentagédo Eletronica e

Processamento de Sinais Biomédicos.

5.1. Sintese Tedrica de Filtros FIR

Em um sistema de transmisséo, a funcdo de um &lnemover partes ndo desejadas do
sinal, como o ruido, ou extrair partes Uteis dalsinomo determinadas componentes que
estdao dentro do espectro de frequéncias de ingerés® filtro digital usa computacao
(processamento digital de sinais) para implementgao de filtragem que deve ser executada
em um sinal de tempo continuo (HAYKIN, 2001).

Em relac@o a recursividade do sinal de saida twesfiligitais, podem ser classificados
como FIR Finite Impulse Responge IIR (nfinite Impulse ResponseCada classe apresenta
vantagens e desvantagens e é de responsabilidguejdtsta analisar a situacdo especifica
da aplicacao e, entdo, determinar o que apresextal adequabilidade.

Os Filtros FIR séo definidos como filtros ndo msows ou de resposta ao impulso finita
(FIR) e tem uma estrutura basica sem realimentagédorme mostrado na “Figura 5.

O sinal de saida de um filtro ndo recursivo encdiondo sinal de entrada pode ser
expresso como um polinémio simples dado pela “E@qudt)”. Deduz-se que a sua funcéo de
transferéncia ndo apresenta polos no denominadi@sts forma, pode-se controlar a resposta
do sistema a partir dos zeros. Uma das vantagensgais € a sua estabilidade.

Figura 5 — Estrutura Bésica de um Filtro FIR.

FIR D
x[n] l ¥[n]
(+
yin = kZbk X[n-K] (2)

Onde:y[n] é o sinal de saidlk s&o os coeficientes e cada valokdmrresponde ao nimero
de unidades de atraso aplicadas ao sinal de enxfrgda

A funcgéo de transferéncia deste filtipz] pode ser obtida aplicando-se a transformada Z
em ambos 0s membros da Equacéo (1) resultandalmente a Equacao (2) e por deducao a
Equacéo (3).

Y[zl = X[Z] +b X[z-1] +...+ b X[z—K] )
Resultando:
H[z]_;[[]]_bo+bozl+...+sz" 3)

Na placa SIGEX os coeficientes aparecem de fornteete e as unidades de atraso sao
. -1
denominadas deZ
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5.2. Filtro Notch usando a estrutura FIR

Normalmente, um filtro notch € usado para aterdefprma significativa, um sinal com
determinada frequéncia que esta interferindo eaissite interesse na sua proximidade. Uma
situacao tipica € quando se deseja fazer a aquidigdum sinal eletrofisiolégico com uma
amplitude relativamente baixa e na sua vizinhax(steeuma interferéncia do sinal da rede
elétrica de 60 Hz, sobrepondo e afetando a aqaisig&inal de interesse.

E possivel, entdo, montar um filtro deste tipo dsaa estrutura FIR com apenas duas
unidades de atrasos como j& mostrado na “Figura 6”.

Figura 6 - Esquema de um Filtro FIR com duas Uredate Atraso.
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Como se observa na “Figura 6”, tem-se um estagimdor com trés entradas, além das
unidades de atraso, e 0s ganhos de cada entradajusiiados através dos valores dos
coeficientedy, b, ebs.

Procedimento Pratico

Neste experimento o filtro notch implementado n&gudFa 7” € usado para eliminar a
interferéncia de um sinal indesejado com frequélRgiaobre o sinal com frequéncia cém

Figura 7 — Esquema de um filtro FIR com duas uredate atraso usando a SIGEXx.
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Apoés atentar para as recomendacdes do Manual SIGifx,relagdo ao manuseio da

placa, para evitar que cargas eletrostaticas daeifin os circuitos da mesma e efetuar a
montagem na plataforma NI Elvis, deve-se iniciagxperimento conforme o procedimento
abaixo:
1. Ajustar os ganhos em cada entrada do somadorgaéfeia do gerador de pulsos
(PULSE GEN) e o osciloscépio, no painel do SIGEatams seguintes valores:
a. Ganhos nas entradas do somablgr 1,0; by =- 1,8; e b = 0,902,
b. Gerador de pulsos: 10 kHz, ciclo de trabalho (dytfe) = 0,5 (50%)).
c. Gerador de Fungbes: 1000 Hz; 4Vpp. Sinal seno@at®nado.
d. Osciléscopio: base de tempo com 4 ms; borda déhgatento na subida no
canal CHO; nivel de gatilhamento = 0 V.
2. Observar no osciloscépio que na saida anald@i@-0 tem-se um sinal senoidal
comF; = 500 Hz e que na saida anal6dinaC-1 tem-se um sinal senoidal cdfp =
1300 Hz.
3. Adicionar estes dois sinais usando o somador cas dantradas (F + G) para produzir
o sinal com frequencig; + F..
Variar um pouco o valor dg para cima e para baixo e observar o efeito nasaid
Observar o sinal de entrada do filtro, ap6s o @stald (sampling and hold), através
do canal CHO do osciloscépio e o sinal de saidfitdm através canal CH1. Observar
também que o intervalo entre as amostras na saidatégio S/H € consistente com a
frequéncia de clock.
6.0Observar na tela FFT do painel SIGEx o espectrmirtid na saida do filtro.
7. Variar o valor deb; até atenuar significativamente a componente daalfeéquéncia
(F1 = 500 Hz)do sinal composto pelas duas frequéncias.

ok

Resultados Obtidos

Os resultados podem ser observados de forma gridigainel do SIGEx para um valor
de ganhd; = -1,8, conforme mostrado na “Figura 8”.

Na tela a esquerda desta figura, o sinal de entegulwado ao estagio S/H,
correspondente ao somatorio dos sinais com freqaehke (500Hz) eF, (1300Hz), tem
forma de onda em branco e o sinal de saida do féin forma de onda em vermelho, o qual
pode ser reconstruido posteriormente como umademdiavés de um filtro passa-baixas.

Na tela a direita tem-se o espectro do sinal deasdo filtro, com destaque para a
componente do sinal com frequénEia Assim, no espectro do sinal de saida do filem-te
um ganho normalizado de aproximadamente 1,0 parrgabcomF2e 0,1 para o sinal coR.
Observa-se, também, alguns componentes de freqgébem acima de 1300 Hz, que nado
causam interferéncia no sinal de 1300 Hz, provaeeiemgerados por ruidos internos.

Através de testes adicionais € possivel observayrdéfico do espectro que para ganhos
b1 na faixa de —1,6 a -2,0 o sinal predominante caatsendo o de frequéndta (1300Hz),
de modo que e o filtro notch funciona bem dentigsddaixa de ganho.
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Figura 8 — Sinal de Saida do Filtro Notch e o Espeate Frequéncias
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Conclusao

Conclui-se que a montagem e o0s testes realizadmsacplaca SIGEx sao de facil
desenvolvimento e visualizacdo e que através derimento € possivel mostrar a eficacia na
eliminacdo de sinais que causam interferéncia endet@minado sinal desejado. Apenas
com a andlise gréfica e ajuste dos ganhos foi yissiliminiar o efeito do sinal com
frequénciaF;, sem a necessidade de expressdes matematicagioasen para efeito de
confirmacéo dos resultados.

Além disso, o experimento proporcionou um melhoteedimento da ferramenta NI
LabVIEW que juntamente com a plataforma NI ELVISella placa SIGEx se mostraram
bastante eficientes e intuitivas no ensino de smalie sinais sistemas reais, fugindo do
modelo antigo de ensino onde se realizavam apé@natagoes.

6. CONSIDERACOES FINAIS

Engenhar, conforme o dicionario Aurélion-line' significa tracar, idear, inventar,
fabricar, construir artificialmente. O Engenheiem toda sua vida académica, necessita
engenhar, e uma importante habilidade para o ergiené cientista € a capacidade de fazer
medi¢des rigorosas e precisas, de modo frequefite,de estudar os fenbmenos.

Disciplinas como a Analise de Sinais e Sistemas,pgutencem ao grupo das disciplinas
profissionalizantes, sdo muito especificas e ingmbes na formacdo do profissional
Engenheiro e por isso requerem agdes praticasnmideele efetivar o que foi estudado.

Atualmente, tem-se utilizado em larga escala osvenés MATLAB e Simulink para
auxiliar o entendimento dos contetdos ndo sé dzptii|a Analise de Sinais e Sistemas,
como também disciplinas de Eletronica e até mesmoeBsamento Digital de Sinais, atraves
de tragcados de graficos e simulagdes,

Por outro lado, a combinacéo da programabilidad®/LEBW da unidade ELVIS NI, bem
como as entradas numerosas analdgicas e digisafdas disponiveis tornam conveniente a

4 hitp://mww.dicionariodoaurelio.com/Engenhar.html
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criacdo de instrumentacdo personalizada para uspratea. A placa SIGEx é um bom

exemplo dessa integracdo de hardware disponivehtote de software (RADZYNER &
MANFREDINI, 2011).

A placa de experimentos SIGEx para Sinais e Sigeimaece uma vasta gama de
oportunidades para aprender e praticar metodolayipsrimentais em uma série de tdpicos
relacionados com sinais e sistemas que sédo a basercpara estudantes de engenharia em
diversas disciplinas.

Os experimentos realizados com a placa SIGEx sidtaates das a¢des envidadas no
sentido de se fomentar, no ambiente académico dsoCw uso das Tecnologias de
Comunicacéo e Informacéo (TICs) nos cursos de ggity via Programa CACI&ST (Centro
Avancado de Capacitacdo Industrial) do DE.EE qugetioh promover, sobretudo, a
reformulacdo e atualizacdo tecnologica dos labooatoe a participacdo no Edital n°
015/2010/CAPES/DED que pretende o uso exaustivoTtlas para apoio as atividades de
ensino e aprendizagem. A absor¢do das tecnologiasrean introduzidas no Curso de
Engenharia é realizada por professores do Depantantgpie participam do Programa de
Relacionamento da NI do Brasil (COSTA NE€0al, 2012).

Evidentemente que, apds uma avaliacdo mais aprdandobre a utilizacdo da placa
SIGEx no desenvolvimento de experimentos relatigoseoria de Andalise de Sinais e
Sistemas, considerando o conteudo da disciplinaocom todo e a capacidade criativa e
dedutiva do aluno, pretende-se, em parceria coraboicante da plataforma SIGEX,
desenvolver melhorias a essa Plataforma de Enginmgndo a mesma mais abrangente em
termos de experimentos. Num segundo momento, eteonologia inteiramente nacional,
planeja-se propor uma Plataforma inteiramente maitada e que possa ser fabricada a um
custo relativamente baixo, compativel com o "Berg@ NI EIVIS daNational Instruments
Atualmente, ja estdo sendo mantidos contatos cNireaEMONA nesse sentido, que acenam
para um cenario favoravel a essa viabilizac¢ao.
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SIGEx PLATE USE IN THE DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL
SCHOOL DISCIPLINE FOR ANALYSIS OF SIGNALS AND SYSTE MS
COURSE OF ELECTRICAL ENGINEERING UFMA

Abstract: This document presents a proposal for the use GESIExperimentation Platform
developed by company Emona Instruments Pty Ltdaiastto carry out experiments based
on the theoretical content of the course AnalysiSignals and Systems discipline of the
Electrical Engineering Course, of Federal Univeysiof Maranhdo (UFMA). The main
objective is to give a practical approach to thedly of signals and systems so that it can
facilitate the teaching-learning process. The aadaility of the SIGEx Platform result of
actions carried out in order to promote the use Ioformation and Communication
Technologies (ICTs) in undergraduate courses, vi@glRam CACI & ST (Advanced
Industrial Training Centre) which aims to promotbet DE.EE, and participation in
Announcement No. 015/2010/CAPES/DED. We describel¢lielopment of an experiment
with SIGEx Platform for an FIR filter with the fimd)s and conclusionslhe experiments
demonstrate a range of tests that can bdopeed by students in order to develop
skills and competencies through rigorous and peecieeasurements in the study of
fundamental concepts and phenomena, the SIGExptatf

Key-words:Experiments, SIGEX, Analysis of Signals and Sgstehactrical Engineering.
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